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Wzorzec do identyfikacji materialéw w badaniach tomografii komputerowej
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Opis wynalazku

Przedmiotem wynalazku jest wzorzec do identyfikacji materiatéw w badaniach tomografii kompu-
terowej, stuzacy do oceny wptywu rodzaju materiatu i jego grubosci na doktadnos¢ wymiarowo ksztai-
towa przedmiotéw zamknietych.

Wynalazek szczegdlnie przydatny moze by¢ do badan nieniszczacych w przemysle kosmicznym
lub militarnym. Ponadto, mozliwe jest wykorzystanie w badaniach archeologicznych i przemystowych
badaniach tomograficznych przedmiotéw nierozbieralnych, wykonanych z jednego lub wiecej materia-
téw o znanym skfadzie chemicznym. Przez sktad chemiczny nalezy rozumie¢ sktad pierwiastkow ato-
mowych tworzacych badany materiat.

Promieniowanie rentgenowskie X-Ray oraz gamma majg zdolnos¢ do przenikania przez materie.
W zaleznoéci od rodzaju i grubosci przedwietlanych obiektow nastepuje ostabienie energii promienio-
wania. Zjawisko to jest spowodowane wzajemnym oddziatywaniem kwantow promieniowania z atomami
badanego materiatu. Efektem wzajemnego oddziatywania promieniowania rentgenowskiego i materii
jest pochtanianie i rozpraszanie promieniowania. Zgodnie z dotychczasowag wiedza ostabienie promie-
niowania X i gamma przy przejsciu przez materie zalezy od dtugosci fali oraz od rodzaju przeswietla-
nego materiatu. Wynalazek z tego powodu ma zastosowanie dla zrédet o réznych mocach, a wykorzy-
stywana bedzie zaleznos$¢ rodzaju materiatu, a doktadniej jego liczby atomowej. W tomografii kompute-
rowej spotka¢ mozna zjawisko tzw. scateringu, czyli rozmycia obrazu na skutek zmian przekroju bada-
nego obiektu.

Celem wynalazku okreslenie wptywu materiatu i jego grubosci na doktadnos¢ rekonstrukcji tomo-
graficznych i okreslenie wymiaréw wewnetrznych badanych obiektow.

Wzorzec do identyfikacji materiatdw w badaniach tomografii komputerowej, stuzacy do oceny
wptywu rodzaju materiatu i jego grubosci na doktadnos¢ wymiarowo ksztattowa przedmiotoéw zamknie-
tych, charakteryzuje sie tym, ze zbudowany jest z podstawy dolnej i pokrywy gornej w ksztatcie kwadratu
oraz katowych wspornikow, zamocowanych w narozach podstawy dolnej i pokrywy gornej. W podstawie
dolnej oraz we wewnetrznych powierzchniach wspornikow wykonane sg podfrezowania o szerokosci
od 1 mm do 5 mm i gtebokosciach odpowiednio 1, 2, 3,4 i 5 mm, przy czym w pokrywie gornej wykonane
sa otwory przelotowe odpowiadajace rozmieszczeniu i wymiarom podfrezowan podstawy dolnej, zas
pomiedzy podstawa dolng a pokrywa gorna osadzone sa scianki boczne w postaci kwadratowych ptyt
o grubosciach 1-5 mm i krawedziach bocznych odpowiadajacych wykonanym podfrezowaniom w pod-
stawie dolnej oraz ptycie gornej, ktére wsuniete sg pomiedzy wsporniki. Ponadto, w podstawie dolnej
wykonanych jest dziewie¢ okragtych gniazd o $rednicy 6 mm i gtebokos$ci 4 mm, rozmieszczonych
w jednakowych odstepach od siebie i od $cianek bocznych wzorca, przy czym stopy maja postac scie-
tych stozkow o réznych wysokosciach a na powierzchniach szczytowych maja wykonane kuliste wgte-
bienia o promieniu zaokraglenia 1-4 mm, wspotpracujace z kulistymi wzornikami.

Korzystnie, podstawa dolna, pokrywa gérna, wsporniki oraz stopy wykonane sg z poliestru o ma-
tej gestosci.

Zaleta wynalazku jest prosta budowa i mozliwos¢ wykonania scianek w postaci ptyt z pozadanego
materiatu o roznej grubosci, w zaleznosci od potrzeb uzytkownika. tatwo$¢ wymiany scianek zewnetrz-
nych pozwala na dowolng konfiguracje rodzajéw i grubosci scianek.

Przedmiot wynalazku zostat przedstawiony w przyktadzie wykonania na rysunku, na ktérym
fig. 1 przedstawia wzorzec w rzucie perspektywicznym, fig. 2 — przekrdj wzorca, a fig. 3 — widok na
podstawe dolng wzorca.

Wzorzec zbudowany jest z podstawy dolnej 1 i pokrywy gornej 2 w ksztatcie kwadratu oraz kato-
wych wspornikow 3, zamocowanych w narozach podstawy dolnej 1 i pokrywy gornej 2, wykonanych
z poliestru o matej gestosci. W podstawie dolnej 1 oraz we wewnetrznych powierzchniach wspornikéw
3 wykonane sa podfrezowania o szerokosci od 1 mm do 5 mm i gtebokosciach odpowiednio 1, 2, 3, 4
i 5 mm. W pokrywie gornej 2 wykonane sg otwory przelotowe odpowiadajace rozmieszczeniu i wymia-
rom podfrezowan podstawy dolnej 1. Pomiedzy podstawag dolng 1 a pokrywa gorng 2 osadzone sa
dcianki boczne w postaci kwadratowych ptyt o grubosciach 1-5 mm i krawedziach bocznych odpowia-
dajacych wykonanym podfrezowaniom w podstawie dolnej 1 oraz ptycie gornej 2, ktére wsuwane sa
pomiedzy wsporniki 3. W podstawie dolnej 1 wykonanych jest dziewie¢ okragtych gniazd o $rednicy
6 mm i gtebokosci 4 mm, rozmieszczonych w jednakowych odstepach od siebie i od scianek bocznych
wzorca, umozliwiajacych szybkie i tatwe osadzenie stop 4. Stopy 4 majg postac¢ Scietych stozkow
o réznych wysokosciach rowniez sa wykonane z tego samego materiatu co podstawa dolna 1 i pokrywa
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gorna 2. Stopy o $rednicy podstawy 12 mm na powierzchni szczytowej maja wykonane kuliste wgtebie-
nia o promieniu zaokraglenia 1-4 mm w zaleznosci od $rednicy kulistego wzornika 5. Umozliwia to
posadowienie kulistych wzornikow 5§ o srednicach 2-8 mm, wykonanych gtéwnie z materiatow stalo-
wych. Wysokosci stop 4 sa tak dobrane by zachowa¢ w poziomym usytuowaniu podstawy, sytuacje
nienaktadania sie na siebie materiatéw wzorcéw na tej samej wysokosci.

1.

Zastrzezenia patentowe

Wzorzec do identyfikacji materiatéw w badaniach tomografii komputerowej, stuzacy do oceny
wplywu rodzaju materiatu i jego grubosci na doktadnos¢ wymiarowo ksztattowa przedmiotéw
zamknietych, znamienny tym, ze zbudowany jest z podstawy dolnej (1) i pokrywy gornej (2)
w ksztatcie kwadratu oraz katowych wspornikéw (3), zamocowanych w narozach podstawy
dolnej (1) i pokrywy gornej (2), przy czym w podstawie dolnej (1) oraz we wewnetrznych po-
wierzchniach wspornikéw (3) wykonane sa podfrezowania o szerokosci od 1 mm do 5 mm
i gtebokosciach odpowiednio 1, 2, 3, 4i 5 mm, przy czym w pokrywie gornej (2) wykonane sa
otwory przelotowe odpowiadajace rozmieszczeniu i wymiarom podfrezowan podstawy dolnej
(1), zas pomiedzy podstawa dolng (1) a pokrywa gorna (2) osadzone sa s$cianki boczne
w postaci kwadratowych ptyt o grubosciach 1-5 mm i krawedziach bocznych odpowiadajacych
wykonanym podfrezowaniom w podstawie dolnej (1) oraz ptycie gornej (2), ktére wsuniete sa
pomiedzy wsporniki (3), ponadto, w podstawie dolnej (1) wykonanych jest dziewie¢ okragtych
gniazd o $rednicy 6 mm i gtebokosci 4 mm, rozmieszczonych w jednakowych odstepach od
siebie i od scianek bocznych wzorca, przy czym stopy (4) maja postac scietych stozkow
o réznych wysokosciach a na powierzchniach szczytowych maja wykonane kuliste wgtebienia
o promieniu zaokraglenia 1-4 mm, wspotpracujace z kulistymi wzornikami (5).

Wzorzec, wedtug zastrz. 1, znamienny tym, ze podstawa dolna (1), pokrywa gorna (2),
wsporniki (3) oraz stopy (4) wykonane sa z poliestru o matej gestosci.
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Fig. 3
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